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1 - Introducao

B A experienciaCMS em preparacéo no CERN apresenta
algumas desafios para o teste devido ainacessibilidade e
organizacao da instrumentacao el ectronica.

B Deformaaaumentar atestabilidade do sistema estao a
ser implementadas estruturas de Boundary Scan ao nivel

local (em cada cartaVME) e também ao nivel do sistema
(em cadacrate VME).




1 - Introducao

m Cadacrate do Calorimeter Readout/Trigger contém 19
cartas.

+ Umacarta CPU:;

+ Uma carta Data Concentration Card (DCC) ;

o 17 cartas ROSE100 (carta em teste - UUT).

B A Carta Controladora de Boundary Scan (Carta BSC)
sera usada em cada crate, durante o teste a cada uma das
cartas ROSE100.
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2 - Boundary Scan aNivel de Carta

B As5linhas MTM existentes no backplane VM E64x sao
utilizadas como linhas de teste definidas pela norma
|EEE 1149.1.

B Ascadelas de circuitos BS existentes em cada carta sao
ligadas a cadeia principal (formada pelaslinhas MTM)
atraves de um circuito de interface dedicado (BS
Interface Device). Este circuito é compativel com a
norma |EEE 1149.1.




2 - Boundary Scan a Nivel de Carta
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3 - Carta ControladoraBS (BSC)

B A Carta Controladora Boundary Scan (CartaBSC) e
responsavel por controlar as linhas de teste boundary scan
(linhas M TM) durante arealizacéo de uma operacao
boundary-scan (teste de interligacoes, BIST, programacao
de PLD’s, etc.).




3 - Carta ControladoraBS (BSC)
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3 - Carta Controladora BS (BSC)

B O Controlador Boundary Scan Embebido controla a
aplicacao dos sinais de teste. Para cada sinal de teste (TMS,
TDO e TDI) existe um Buffer/Shifter responsavel pela
aplicacao do sinal logico nalinha MTM respectiva.
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3 - Carta ControladoraBS (BSC)




4 - Software de Boundary Scan
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4.1 - Conversao dos Ficheiros SVF

B Osficheiros gerados pelo ATPG ou gerados
manualmente - no formato SVF - sdo convertidos nos
ficheiros de teste utilizados pelo software de controlo da
carta

B A conversao criaum ficheiro para cada vector de teste
(TMS, TDO e TDI), um ficheiro com a mascara a
aplicar aos vectores recebidos (M SK) e um ficheiro de
controlo (CNT).




4.2 - Ficharos de Teste

B VectoresTMSeTDO.

Bl Tsttms dat - WordPad Bl Tsttdo.dat - WordPad
Farmat Help Fil=  Edit Inzert  Farmat

F_input fil
put_file:

FSOOO0OYEY FFFFFFFF

FFFF3 FFFFEVFD FFCFFSS9F SFFOFFFF

1 Qoo u]ululn] i O3FFFFF FFFFFF3F FFFEVFAAL FCFFAeFF
77 FEF1FFFF FFFFFFFS FFFFFSFE OO0G7FDFF

For Help, press F1




4.2 - Ficharos de Teste

B VectoresTDI e MSK.

Bl Tsttdidat - WordPad B Tztmsk dat - WordPad

'3VF_input file: vi
!Oucput file: TITTDI

O00OFFE0 O01FFOOO& FEO

For Help, pre [ o For Help, press F1




4.2 - Fichelros de Teste

B Ficharo de controlo do
teste.
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4.2 - Fichelros de Teste
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4.3 - Scan Compress

B Objectivo: Reduzir o volume de dados dos vectores de
teste de forma a, se possivel, ndo ultrapassar o tamanho
da memoria disponivel na carta.

B Observando o vector de teste TM S verifica-se gue para
testes de duracao elevada, por exemplo na execucao de
um BIST e na programacao de circuitos o nivel 16gico
deste sinal permanece constante durante grande parte
dos ciclos de rel6gio.

B Situacoes semel hantes ocorrem nos vectores TDO e
TDI.




4.3 - Scan Compress

B Tsttms dat - WordPad

File Edit View Inset Fomat Help S — Exempl O
=, =N

I3VF input file: bist.svf M Execugéo de um BIST -
"'111';111'_IlIE 'E'-TTII: Ilhu_T VeCtor TM S

For Help, pressz F1




4.3 - Scan Compress

The test takes 67 clock cycles to complete. No compression is performed
on TMS.

TMS vector c10101011101111117111111111111111

TMS vector 11111111111111111111011111101101111

TDI enable/disable Enable

TMS enable/disable Enable

TDO enable/disable Enable

TRST HIGH

TEST STATUS CONTINUE \[D)
COUNTER 67

TMS Vector length: 67 bits




4.3 - Scan Compress

Same test as before.
The TMS signal is held constant from vector block 2 to vector block 5. The
constant logic level is the level at bit 15.

2 3 =»
TMS vector 0101010111 01111 @EEEEEEEEEEEEEEEENE

. 4 5
NN 1 111011111101101111

TDI enable/disable Enable Enable Enable

TDO enable/disable Enable Enable Enable X

TMS enable/disable Enable Disable Enable X

TRST HIGH HIGH HIGH X

TEST STATUS CONTINUE CONTINUE CONTINUE END
X

COUNTER 16 32 19

TMS Vector length (with ScanCompress): 35 bits




4.4 - Software de Controlo da Carta BSC

B Executado nacarta CPU existente nacrate.

B Controla o funcionamento da carta BSC durante a
execucao do teste:

+ Carregamento dos vectores de teste;
+ Configuracdo do relogio de teste (TCK) ;

+ Executa comandos para Iniciar teste/Terminar
teste/L er resultados;;

+ Deteccao de erros na execucao do teste (pass/fail).




5 - Testes Realizados

Ficheiro Operacao Ficheiro Memoria Blocosde  Vector Vector Vector Ciclos CircuitosBS
SVF realizada testado? ocupada Controlo TMS TDO TDI TCK  envolvidos

(bits/ %) (bits)  (bits)  (bits)

Cartadedemostracdo JTAG PF2152

TAPIT.SVF Testeda 288 54 54 54
Infraestruturade 0.007
Boundary Scan

Testedas 3744
I nterligacdes 0.09
Boundary Scan

Cartadedemostracédo JTAG PF2150
1) CadeiadeBoundary Scan 1

TAPIT.SVE Testeda
Infraestruturade
Boundary Scan

Testedas
I nterligacOes
Boundary Scan

2) Cadeia deBoundary Scan 2

TAPIT.SVF Testeda
Infraestruturade
Boundary Scan

VIT1.SVF Testedas
I nterligactes
Boundary Scan




5 - Testes Realizados

Ficheiro SVF Operacao Ficheéro Memoria Blocosde Vector Vector Vector Ciclos Circuitos
realizada testado? ocupada Controlo TMS  TDO TDI TCK BS
(bits/ %) (bits) (bits) (IS envolvidos

Carta Controladora Boundary Scan

CLK_VCCT.SVF Geragdodeum
snal derddgio +
Programacéo em
sriedeum
circuito

LTC10.SVF Escritaeldtura A 48695 48695 48695 48695
deumamedria
SRAM

Circuito de sincronismo
BIST.SVF Execucado do BIST A 120126 120126 120126 120126
no circuito SYNC




5 - Testes Realizados

Ficheiro Operacéorealizada Ficheiro
SVF testado?

Memoria
ocupada
(bits/ %)

1.Carta de demostracédo JTAG PF2152

VIT.SVF Tesedas SIM 3744
I nter ligacbes 0.09
Boundary Scan

With ScanCompress (TM S vector; Compress Step = 16 bits)

VIT.SVF  Testedas NAO 4064
I nterligacbes 0.1
Boundary Scan

2.TestedaCarta BSC

CLK_VCCT.SVF Geracéo deum NAO 204384
sinal dereldgio + 4.9
Programacédo em
série deum circuito

With ScanCompress (TM S vector; Compress Step = 8 bits)

CLK_VCCT.SVF Geracdodeumsina  NAO 148096
derelogio + 35
Programacao em
série deum circuito

Escrita eleiturade NAO
uma medria SRAM 3.5
With ScanCompress (TM S vector; Compress Step = 8 bits)

LTC10.SVF 146208

Escrita e leitura de NAO 103808
uma medria SRAM 2.5

LTC10.SVF

Vector Vector Vector Ciclos CircuitosBS
TMS TDO TDI TCK envolvidos

(bits) (bits) (bits)

Blocos de
Controlo

1209 1209 1209 1209

297 1209 1209 1209




5 - Testes Realizados

3.Circuito de sincronismo
L I
Ficheiro SVF Operacao Ficheiro Memoria Blocosde Vector Vector Vector Ciclos CircuitosBS
realizada testado? ocupada Controlo TMS TDO TDI TCK  envolvidos
(bits/ %) (bits) (bits) (bits)

BIST.SVF Execucdo do BIST NAO 360480 120126 120126 120126 120126
no circuito SYNC 8.6

With ScanCompress (TM S vector; Compress Step = 8 bitg

BIST.SVF Execucéo do BIST NAO 240672 7 38 120126 120126 120126
no circuito SYNC 5.7




6 - Conclusoes e Traba ho Futuro

m O protoétipo da carta BSC e o software de interface da
carta com os programas de ATPG encontram-se
Implementados.

B Ostestesjarealizados permitiram avaliar o correcto
funcionamento do sistema. No entanto sera necessario a
realizacao de testes mais longos de formaaavaliar a
performance da carta.




6 - Conclusoes e Traba ho Futuro

B Documentar o sistema desenvolvido

B Adaptar o software de conversao dos vectores de teste de
forma a aceitar os ficheiros gerados pelo sistema da
JTAG disponivel no CERN.

B Utilizacao da carta BSC narealizagao do teste de cartas
colocadas na crate VME (utilizando o circuito de
Interface BS em cada carta em teste).

B Integracao do controlador BSC na carta DCC.




